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)\; METHODES D’ESSAIS DES CABLES METALLIQUES

7
\9 Partie 4-3: Compatibilité électromagnétique (CEM) -
Qppédance surfacique de transfert — Méthode triaxiale

Q AVANT-PROPOS
Q technique

La Commission Internationale (CEIl) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ens es comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricit I"électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normes
internationales, des Spéti ions techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des Guides rés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée a des
comités d'études, aux trava quels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent
également aux travaux. La CEI cgw re étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
c@

selon des conditions fixées par a ntre les deux organisations.

du possible, un accord international s sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI

Les décisions ou accords officiels de'la CEl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
intéressés sont représentés dans chaq mité d’études.

Les Publications de la CEIl se présentent
comme telles par les Comités nationaux
s'assure de I'exactitude du contenu techniqu
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interpréta

a forme de recommandations internationales et sont agréées
. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEl
s publications; la CEIl ne peut pas étre tenue responsable
ui en est faite par un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, és Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparéfite gles Publications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences entr@s Publications de la CEIl et toutes publications

nationales ou régionales correspondantes doivent étre i Ees en termes clairs dans ces derniéres.

La CEl n’a prévu aucune procédure de marquage v indication d’approbation et n'engage pas sa

responsabilité pour les équipements déclarés conformes a u ses Publications.
Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession derniére édition de cette publication.
Aucune responsabilité ne doit étre imputée a la CEl, a inistrateurs, employés, auxiliaires ou

mandataires, y compris ses experts particuliers et les membre es comités d'études et des Comités
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommag ogporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour séipporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisatio ’@ cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de la CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publicaiion. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publi K

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Pub de la CEI peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI aurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir m@ur existence.

La Norme internationale CEIl 62153-4-3 a été établie par le sous-comité, 46A: Cables
coaxiaux, du comité d’études 46 de la CEIl: Céables, fils, guides d'on nnecteurs,
composants passifs pour micro-onde et accessoires. \_ﬁ

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote L
46A/788/FDIS 46A/811/RVD \p

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de la présente norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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7 Part 4-3: Electromagnetic Compatibility (EMC) —
\9 Surface transfer impedance — Triaxial method

)\; METALLIC COMMUNICATION CABLE TEST METHODS -

O FOREWORD
The InternationQ ctrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national elec nical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-opegdtioh on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in additi other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,

Publication(s)”). Their pr tion is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt wi participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations’liai with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organ for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizasidns.

Technical Reports, P @Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
t

The formal decisions or agreeme &@EC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevaft subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of rec endations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reason efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be@responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user. /s

In order to promote international uniformity, | tional Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible ir national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the correspondin ional or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides no marking procedure to indicate its @ | and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Public

All users should ensure that they have the latest edition of t blication.

No liability shall attach to IEC or its directors, employees, sery, or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Commi any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or ifdir or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upoa,”this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication. /

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IE ation may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such ights.

International Standard IEC 62153-4-3 has been prepared by sub ittee 46A: Coaxial
cables, of IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, r. @y-lectors, r.f. and
microwave passive components and accessories.

The text of this standard is based on the following documents: Cﬁ

FDIS Report on voting

46A/788/FDIS 46A/811/RVD !

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the repqu
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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La CEI 62153 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Méthodes
d'essai des cédbles métalliques de communication:

P%Lt Electrique - Mesure de la perte par réflexions a une impulsion/échelon dans le

domaine fréquentiel en utilisant la Transformée Inverse de Fourier Discréte
+ (TIFD)
Partie/ Reflection measurement correction 1

Partie 4-0: lectromagnetic Compatibility (EMC) - Relationship between Surface transfer
pedance and Screening attenuation, recommended limits '

Partie 4-1: @ctromagnehc Compatibility (EMC) - Introduction to electromagnetic (EMC)
s@ﬂng measurements

Partie 4-2: Co ibilité électromagnétique (CEM) — Affaiblissement d'écran et de couplage
- Mé de la pince a injection

Partie 4-3: Compatibjlité électromagnétique (CEM) — Impédance surfacique de transfert —

Méthode t ale
Partie 4-4: Electromagnetic) Compatibility (EMC) - Shielded screening attenuation, test
method for m ing of the screening attenuation "as " up to and above 3 GHz

*
Partie 4-5: Compatibilité él magnétique (CEM) - Affaiblissement d’écran ou de
couplage — Métho e la pince absorbante

Méthode d'injection d e

Partie 4-7: Compatibilité electrom@que (CEM) - Méthode d’essai pour mesurer
I'impédance de transfe ffa|bl|ssement d’écran — ou l'affaiblissement de
couplage — Méthode des tu @ncentrlques

Partie 4-6: Compatibilité électrom| tique (CEM) — Impédance de transfert de surface —

Partie 4-8: Electromagnetic Compatibilit Capacitive Coupling Admittance '

Le comité a décidé que le contenu de cette pubji€ation ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A ¢ ate, la publication sera

* reconduite;
* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou Coa

*+ amendée.
%

1 Arétude.
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IEC 62153 consists of the following parts, under the general title Metallic communication
cable test methods:

P%t Electrical — Measurement of the pulse/step return loss in the frequency domain
using the Inverse Discrete Fourier Transformation (IDFT)
*

Part 4~ Reflection measurement correction 1

Part 44007 ' Electromagnetic Compatibility (EMC) - Relationship between Surface transfer
ijmpedance and Screening attenuation, recommended limits !

Part 4-1: tromagnetic CompatiE)iIity (EMC) - Introduction to electromagnetic (EMC)

ning measurements

Part 4-2: EleCtrompagnetic compatibility (EMC) - Screening and coupling attenuation -
Injection_elamp method

Part 4-3:  Electro etic Compatibility (EMC) - Surface transfer impedance - Triaxial
method

Part 4-4: EIectromag@ Compatibility (EMC) - Shielded screening attenuation, test
method for medsuring of the screening attenuation "as " up to and above 3 GHz

Part 4-5:  Electromagnetic@Compatibility (EMC) - Coupling or screening attenuation -

absorbing clamp mmi
Part 4-6: Electromagnetic Co tibility (EMC) — Surface transfer impedance - line injection

(EMC) — Test method for uring the transfer impedance and the screening —
or the coupling attenuatio in tube method

Part 4-8: Electromagnetic Compatibility (@3) - Capacitive Coupling Admittance !

method
Part 4-7: Electromagnetic Compagilité (EMC) - Part 4-7: Electromagnetic compatibility

his publication will remain unchanged until
web site under "http://webstore.iec.ch" in
, the publication will be

The committee has decided that the content
the maintenance result date indicated on the
the data related to the specific publication. At thi

* reconfirmed;
* withdrawn;
+ replaced by a revised edition, or

s %
%
ﬁ
%

1 Under consideration.
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METHODES D’ESSAIS DES CABLES METALLIQUES
DE COMMUNICATION -

Impédance surfacique de transfert — Méthode triaxiale

)\ Partie 4-3: Compatibilité électromagnétique (CEM) —
%

1 Domair@'application

Q

L’essai détermin ficacité du blindage d’'un cable blindé en appliquant une tension et un
courant bien défihi I’écran du cable et en mesurant la tension induite pour déterminer
I'impédance surfaciq e transfert. Cet essai mesure seulement la composante magnétique

de I'impédance de tra

NOTE Pour mesurer la compg électrostatique (I'impédance de couplage capacitive), il convient d’utiliser la
méthode décrite dans la CEI 621 2.

*

La méthode de mesure triaxialyt nvient a la gamme des fréquences jusqu’a 30 MHz pour les
échantillons de 1 m de long et j@fé 100 MHz pour les échantillons de 0,3 m de long, ce qui
correspond a une longueur é&fectrique inférieure a 1/6 de la longueur d’onde dans
I’échantillon. &

2 Références normatives /O/e‘

document. Pour les références datées, seul tion citée s’applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document d @rence s’applique (y compris les éventuels
amendements).

Les documents de référence suivants s@éndispensables pour I'application du présent

CEI 60050-581, Vocabulaire Electrotechnique In%tional (VEI) — Composants électro-
mécaniques pour équipements électroniques

CEI 61196-1:2005, Cables coaxiaux de communication — e 1: Spécification générique —
Généralités, définitions et exigences

3 Termes et définitions @

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions d(&:EI 60050-581 ainsi

que les suivants s’appliquent. O’

31
circuit interne
circuit constitué des écrans et du ou des conducteurs de I'échantillon d’essai s quantités

sont indiquées par l'indice 1 @
3.2 z

circuit externe
circuit constitué de la surface des écrans et de la surface interne d’'un montage d’essai @,
ses quantités sont indiquées par l'indice 2

2 CEl 62153-4-8, ___Metallic communication cable test methods — Part 4-8: Electromagnetic compatibility (EMC) -
Capacitive coupling admittance (a I'étude)
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METALLIC COMMUNICATION CABLE TEST METHODS -

Part 4-3: Electromagnetic Compatibility (EMC) —
)\; Surface transfer impedance — Triaxial method

(@)

This test dete@es the screening effectiveness of a shielded cable by applying a well-
defined current voltage to the screen of the cable and measuring the induced voltage in
order to determi surface transfer impedance. This test measures only the magnetic
component of the t r impedance.

NOTE To measure the eIe(@atic component (the capacitance coupling impedance), the method described in
IEC 62153-4-82 should be us&d.,

The triaxial method of meas&z‘mept is suitable in the frequency range up to 30 MHz fora 1 m
sample length and 100 MHz 1‘9? 0,3 m sample length, which corresponds to an electrical
length less than 1/6 of the wav@th in the sample.

2 Normative references 9‘

The following referenced documents a;}dispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition citec@olies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any ﬁments) applies.

*

IEC 60050-581, International Electrotechnical \/@ulary (IEV) — Electromechanical
components for electronic equipment é

IEC 61196-1:2005, Coaxial communication cables — Patt.1: Generic specification — General,
definitions and requirements

3 Terms and definitions o

For the purpose of this document, the terms and definitions giv%EC 60050-581 as well as
the following apply.

7
inner circuit
circuit consisting of the screens and the conductor(s) of the test speci , its_quantities are

indicated by subscripts 1

3.2 \.L

outer circuit
circuit consisting of the screen surface and the inner surface of a surrounding\test jig; its
quantities are indicated by subscripts 2 !

2 |[EC 62153-4-8, ___ Metallic communication cable test methods — Part 4-8: Electromagnetic compatibility (EMC) -
Capacitive coupling admittance (under consideration)





